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Interaktive Schulungs-CD

Topographie

Thematik und Lernziel

Die Oberflachentopographie eines Materials

hat einen wesentlich Einfluss auf dessen
Eigenschaften in Kontakt mit anderen Ober-
flachen. Das Lernprogramm zeigt anhand von
Beispielen den Einfluss der Topographie auf die
Funktion eines Materials und behandelt ver-
schiedene Rauigkeitsparameter zur quantitativen
Beschreibung der Oberflachentopographie.

Den Studierenden wird zudem eine Einfiihrung

in die Messprinzipien von géngigen Topographie-
messgeréten gegeben.
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Inhalte

m Was ist Topographie?, z.B.
e Bedeutung des Begriffs Topographie
* Beispiele fur Ldngenskalen
¢ Darstellungsméglichkeiten

m Rauigkeitsparameter, z.B.

* Notwendigkeit von Rauigkeitsparametern
e Wichtige Rauigkeitsparameter

* Wahl des geeigneten Parameters

m Topographiemessverfahren, z.B.
® Mechanische Taster

® Laser-Profilometer

* Raster-Kraft-Mikroskope

® Storfaktoren

Lernkonzept

Die vorliegende CD kann zur Vor- und Nach-
bearbeitung von Prasenzkursen genutzt werden.
Sie dient zum Aktivieren des Vorwissens und
bietet den Studierenden die Moglichkeit, den
Wissensstand beziiglich Oberflachentopographie
und deren Messung im Hinblick auf einen
Présenzkurs anzugleichen.
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